






















































专利名称(译) 在发光检测工作站测量发光的方法

公开(公告)号 US7670848 公开(公告)日 2010-03-02

申请号 US11/251873 申请日 2005-10-18

[标]申请(专利权)人(译) GAMBINI迈克尔 - [R
Voyta酒店约翰·C·
ATWOOD JOHN
ATWOOD石苏珊
DESIMAS BRUCE二号
拉卡托斯EDWARD
LEVI JEFF
金属以色列
SABAK GEORGE
王永东

申请(专利权)人(译) GAMBINI迈克尔 - [R
Voyta酒店约翰·C·
ATWOOD JOHN
ATWOOD石苏珊
DESIMAS BRUCE二号
拉卡托斯EDWARD
LEVI JEFF
金属以色列
SABAK GEORGE
王永东

当前申请(专利权)人(译) 应用BIOSYSTEMS INC.

[标]发明人 GAMBINI MICHAEL R
VOYTA JOHN C
ATWOOD JOHN
ATWOOD STONE LEGAL REPRESENTATIVE SUSAN A
DESIMAS II BRUCE E
LAKATOS EDWARD
LEVI JEFF
METAL ISRAEL
SABAK GEORGE
WANG YONGDONG

发明人 GAMBINI, MICHAEL R.
VOYTA, JOHN C.
ATWOOD, JOHN
ATWOOD-STONE, LEGAL REPRESENTATIVE, SUSAN A.
DESIMAS, II, BRUCE E.
LAKATOS, EDWARD
LEVI, JEFF
METAL, ISRAEL
SABAK, GEORGE
WANG, YONGDONG

IPC分类号 G01N21/76 G01T1/10 G01N33/532 G01N21/15 G01N21/25 G01N21/27 G01N21/31 G01N21/64

CPC分类号 G01N21/15 G01N21/274 G01N21/276 G01N21/31 G01N21/6452 G01N21/6456 G01N21/76 G01N21
/763 G01N33/581 G01N21/6486 Y10T436/115831 G01N2021/6471 G01N2333/90241

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/97e51b14-e7f7-472a-afd2-775b9a399a46


优先权 60/144891 1999-07-21 US

其他公开文献 US20060088444A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在用于分析发光样品的发光检测设备和方法中，将发光样品放置在托盘
中的多个样品孔中，并将托盘放置在包含电荷耦合器件相机的可见光不
透性室中。在腔室中，来自发光样品的光通过准直器，菲涅耳场透镜，
红外滤光器和相机镜头，由此通过相机上的光学器件产生聚焦图像。红
外滤光器的使用抑制了由板磷光引起的杂散IR辐射（其可导致异常高的
背景和/或由相机接收的图像的改变）。

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/022510606/publication/US7670848B2?q=US7670848B2
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